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摘要(译)

本发明揭露一种液晶显示器测试线路以及测试方法，液晶显示器测试线
路包括一基板、其上具有多个像素结构、多条数据线以及p个短路杆，其
中，每一像素结构具有n个子像素，并对应连接于这些多条数据线，而p
个短路杆则分别连结至第(p×m)+1、(p×m)+2、(p×m)+3...、(p×m)+p条
数据线，当n为奇数时，p＝2×n，当n为偶数时，p＝n，而m则为零或正
整数。此外，该液晶显示器测试方法，是利用前述的液晶显示器测试线
路，将该p个短路杆以n为基数进行分组，以及分别输入测试信号至各组
短路杆以进行测试；亦可以将p个短路杆依排列的奇偶顺序分为2组，分
别输入测试信号至各组短路杆以进行测试，如此可有效地提升液晶显示
器阵列段及晶胞段的测试效率。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/05ba8c27-c11b-43f9-9086-c3902ebac0df
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/035706740/publication/CN100547471C?q=CN100547471C
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN100547471C

